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| wscr'r,pcééw:

Estudiantes pregrado o postgrado £+ 150.000.00 P\/Lwaipios, AVANCES Y MUEVAS perspect’was

PYD{CSOYCS ‘#250'000.00 en clencia oe VVLateY/La Leg,

en clencias médieas y biolégiens
Miembros de Bimpresas Y entidades de salud £ 400.000.00

Se ha destinado wn espacio para divulgacion de
trabajos en forma ode presentacion mural
durante el evento, para participar ew el Libro de
resiumenes Y de La exposicidn mural debe enviar
wn resumen (1 pagina con grificos — fuente
Artal 10) de su contribuctén antes del 15 de
febrero de 2010. Estas contribuciones estarfn
consignadas en un libro con ISBN pero no
serfin sometioos a publicacibn en ninguna
revista nacional ni tnternactonal. EL formato

'v Sawntiago de call del 25 al 27 de febrero

de 2010, Unlversidad del valle

’

El valor de la inscripeidn debe consignarse a la cuenta de ahorros No.
3782259160-5 de Bancolombia a nombre del Centro de Excelencia en
Nuevos Materiales referencia: Microscopia 2010.
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Presentacion

Bs un placer anwnciar el Curso de Microscopla 2010 a desarrollarse en
Santiago de Cali, Colombia, entre 25 Y 27 de Febrero de 2010. Bl Comité
Organizador esté preparanco un panel de expertos en temas espectficos
con el fin de dar a conocer Los avances Y perspectivas de Las téenicas de
wleroscopla, electrdnica de transmision (TEM) Y de barrido (SEM); de
punta de barrido (SPM de sus siglas en inglés Scanning Probe
Microscopy); Y confocal a los Lnvestigadores, usuarios, estudiantes,
principlantes quienes utilizan en sutrabajo téonicas de wicroscopia como
herramdlenta de caracterizacibn en las diferentes instituclones y/o
empresas en Colombia.

La participacion de Colombia en eventos clentificos tnternacionales sobre
microscopla es muy escasa. Ew la X-Cowferencia lnteramericana de
Microscopla CIASEM 2009, el cual tuvo lugar en Rosario, Argenting, en
Octubre de 2009, como un requerimiento oel Comité nteramericano de
Sociedades de Microscopia Electronica CIASEM se refunds la Sociedad
Colombiana de Microscopia. EL objetivo esencial de la junta directiva
designada, presioente, profesora Maria Elena Gomez de la Universidad
del valle; Vicepresidente, profesor Gerardo Awndrés Torres de La
Universidad del Cauca, es bmpulsar el uso de estas téenicas de microscopia
Yy divulgarlos avances Y sus aplicaciones.

Bl Curso ofrece un programa clentifico, estimulante Y vistonario desde Los
principios bésicos de las diferentes wicroscopias, sus aplicaciones en
clencia de wateriales, en clencias de la vida Yy los avances en
instrumentacién Yy wuevas wmetodologias.  EL programa consta de
conferencias plenarias Yy unas sestones de murales. Los murales tiene La
buportancia de divulgar los resultados wds relevantes de los
participantes, Y tewdrln sesiones de presentacién Yy discusion.
lgualmente hemos itnvitado a flrmas Y empresas gue muestren sus
productos Y el estado del arte del desarvollo en cada tipo de microscoplo en

las ciencias de materiales, dela vida Yy nanotecnologia.

Calendario de Ac!

Hora Jueves Viernes Sabado
Avanzado TEM 1
8:00 —9:00 Inscripciones - Avanzado TEM
(Materiales)
Fundamentos
. Avanzado TEM 1
9:00 - 10:00 Microscopia ) . Avanzado SEM
L. (Biomateriales)
Electrénica
10:00 - 10:30 Pausa
Avanzado SEM Avanzado
10:30- 11:30 | Fundamentos SPM ;
Materiales Nanoindentacion
Fundamentos Avanzado SEM Avanzado
11:30-12:30
Confocal Biomateriales confocal
12:30-2:00 Pausa Almuerzo Clausura
Fundamentos ME Avanzado SPM
2:00 -3:00
2 Materiales
Fundamentos SPM Avanzado SPM
3:00 - 4:00 . .
2 Biomateriales
4:00 - 4:30 Pausa
Preparacion de Avanzado
4:30 - 5:00
muestras Confocal
Seccion de Seccion de
5:00 —7:00
Poster 1 Poster 2

Conferencistas Invitados

Conferencista nvitados Confirmados:

2 Armando Lucuml, Colombia
Z Fernando Ponce, USA

Z Francisco Espinoza, México
# Gladys Ocharaw, Perit

7z Glovia Cobaleda, Colowbia
2 Humberto tbarra, Colombin
»# Uin Pletrasanta, Argenting
7 Luls Felipe Jiménez, México
2 Sllvia Espinoza, México

72 Susana Peripoll, Brasil

Temas a Tratar

Microscopla Electrbnica:
Microscoplo Electrdnico de Barvido Y
Microscopio Electrdnico de Transmision

Microscopia de punta de barrido SPM:
AFM- MFM - EFM - Nawnolndentaclon
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